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VISTO:

El Expediente N° S01: 2130/2017 UADER_RECTORADO, referido al
Curso de Posgrado “Introduccién a la Microscopia Electronica”, Director Mg. José Félix
Vila; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolucién CS N° 168/13, se aprueba la implementacion de
propuestas de cursos de posgrado organizados por la Universidad Auténoma de Entre Rios y
que el Curso de Posgrado “Introduccién a la Microscopia Electrénica” forma parte del
Anexo IIT de la mencionada resolucion.

Que la propuesta cumple con los requisitos esperados de un curso de
posgrado y con la normativa vigente (Articulo 4° inc. 4° del anexo II de la Ordenanza 010-
06).-

Que a fs. 30/31 la Secretaria de Ciencia y Técnica de la UADER ha tomado
intervencién, elevando un informe favorable donde indica que recomienda se dé curso
favorable a la presentacion bajo la siguiente forma: Denominacién del Curso de Posgrado:
“Introduccién a la Microscopia Electrénica”, Director y docente dictante: Mg. José Félix
Vil4; Docente Dictante: Dra. Maria de las Mercedes Di Pasquo Lartigue; Colaborador: Sr.
Fernando Diego Balducci. Carga horaria total: 45 (cuarenta y cinco) horas; Modalidad:
Presencial.-

Que la Comisién de Investigacion y Posgrado del Consejo Superior, en
despacho de fecha 29 de Mayo de 2017, recomienda aprobar el curso de posgrado.-

Que este Consejo Superior en la cuarta reunion ordinaria llevada a cabo el dia
29 de mayo de 2017, en el Salén Auditorio “Amanda Mayor” del Rectorado de la
Universidad Auténoma de Entre Rios, resolvié por unanimidad de los presentes aprobar el
despacho de comision.-

Que la competencia de este 6rgano para resolver sobre el particular, resulta
de lo normado en el articulo 14 incisos a) y n) del Estatuto Académico Provisorio de la
Universidad Auténoma de Entre Rios.-

Por ello;
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EL CONSEJO SUPERIOR DE LA :
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ENTRE RIOS
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Aprobar el Curso de Posgrado denominado “Introduccién a la Microscopia
Electrénica”, Director y docente dictante: Mg. José Félix Vila DNI N° 13.347.571; Docente
Dictante: Dra. Maria de las Mercedes Di Pasquo Lartigue DNI N° 17.255.333; Colaborador:
Sr. Fernando Diego Balducci DNI N° 20.606.503. Carga horaria total: 45 (cuarenta y cinco)
horas; Modalidad: Presencial, cuyo detalle obra en Anexo Unico que forma parte de la
presente.-
ARTICULO 2°.- Establecer que la unidad académica responsable es la Secretaria de Ciencia
y Técnica —Rectorado UADER.
ARTICULO 3°.- Registrese, comuniquese, notifiquese a quienes corresponda y, cumplido

archivese.
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ANEXO UNICO

Universidad Autonoma de Entre Rios
Secretaria de Ciencia y Técnica
Curso de Posgrado

1. Denominacién del curso de posgrado: “Introduccién a la Microscopia Electrénica”

2. Cuerpo Docente

Director y docente dictante: Mg. José Félix Vila (DNI: 13.347.571).

Docente dictante: Dra. Maria de las Mercedes Di Pasquo Lartigue (DNT: 17.255.333).
Colaborador: Sr. Fernando Diego Balducci (DNI: 20.606.503)

3. Unidad Académica Responsable: Secretaria de Ciencia y Técnica. UADER.

4. Carga horaria total del curso: 45 hs.

Carga horaria de actividades tedricas presenciales: 30 hs.

Carga horaria de actividades tedrico-practicas/practicas presenciales: 15 hs.
Carga horaria de actividades teéricas NO presenciales: hs.

Carga horaria de actividades te6rico-practicas/practicas NO presenciales: hs

S. Fundamentacién
\ El Centro de Investigaciones Cientificas y Transferencia de Tecnologia a la Produccién —
CICYTTP, de la ciudad de Diamante, Entre Rios, es un centro de triple dependencia:
CONICET-Provincia de Entre Rios-UADER.
Recientemente se incorporé al equipamiento del Centro un microscopio electronico de
barrido (SEM). Esto dio lugar a la creacién del Laboratorio de Microscopia Electronica del
CICY TR
Para hacer posible una dptima utilizacién del equipo, cuyo uso estd abierto a la comunidad,
se plantea la necesidad de formar a los recursos humanos que son potenciales usarios del
mismo, en especial los regionales.
El dictado de un curso introductorio a la microscopia electrénica aparece como el primer
paso para lograr este objetivo.
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6. Objetivos

El curso tiene como objetivos que los estudiantes:

- adquieran los conocimientos bésicos para entender el funcionamiento teérico y los
aspectos constructivos y operativos de un microscopio electrénico

- conozcan los alcances y limitaciones del equipamiento

- conozcan las técnicas de preparacion de las muestras

- realicen practicas en el microscopio del Laboratorio

7. Programa Analitico
Unidad 1: Optica

Teoria de las lentes. Principios de optica aplicados a la microscopia. Ley de Abbe.
Resolucion. Caracteristicas de los sistemas opticos.

Unidad 2: Microscopios dpticos

Caracteristicas constructivas. Tipos de microscopios.

Fluorescencia: Microscopia de Fluorescencia. Filtros. Tipos de microscopios. Aplicaciones.
Microscopia LASER Confocal: Concepto de confocalidad. Anatomia de los microscopios
confocales. Tipos de laser. Distintos sistemas de escaneo. Aplicaciones.

Microscopia de Seccionamiento Optico: Principio del seccionamiento virtual. Funcién de
esparcimiento del punto. Funcién de transferencia Optica. Reconstruccién 3D.

Unidad 3: Interaccién de un haz de electrones con la materia

Generacién de ionizaciones. Distintas sefiales obtenidas a partir de la interaccion del haz de
electrones con la muestra. Volumen de interaccion. Efectos sobre el solido.

Unidad 4: Optica electronica

Lentes electrostaticas y magnéticas. Caracteristicas constructivas. Aberraciones.

Unidad 5: Sistemas auxiliares en microscopia electronica

Vacio: concepto, medicién, tipos de bombas.

Refrigeracion: circuitos cerrados, caracteristicas del agua, sistemas especiales.

Alimentacién eléctrica: caracteristicas generales, recomendaciones del fabricante,
prevencion de accidentes.
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Circuitos electronicos: tipos de fuentes, estabilidad, circuitos de control, circuitos de
medicion.

Unidad 6: Microscopio Electronico de Transmision (TEM)

Diagrama en bloques. Caracteristicas generales del sistema optico. Construccion de la
columna. Cafién electronico. Lentes condensadoras. Lentes de alineacién. Lente objetiva.
Lentes proyectoras. Sistemas de manejo de la muestra. Observacion y registro de las
imagenes: cdmaras de fotografia.

Unidad 7: Microscopio Electrénico de Barrido ( SEM)

Principios generales. Comparacién con la microscopia optica y la microscopia electronica
de transmision. Caracteristicas constructivas. Detectores para las distintas sefiales.
Formacion y registro de las imagenes.

Unidad 8: Preparacion de las muestras para EM

Preparacion de especimenes biolégicos: criterios de preservacion del espécimen.

Fijacion: fijacion quimica, buffers, fijadores, métodos, factores que la afectan. Lavado.
Deshidrataciéon.  Preparacion para TEM: inclusién, seccionamiento, cuchillas,

ultramicrétomos. Tincién positiva y negativa. Preparaciéon para SEM: secado por punto
critico, metalizado.

Preparacion de muestras no biolégicas para TEM y SEM.

Unidad 9: Microanilisis de RX por Sonda de Electrones

Fundamentos de la sonda de electrones aplicada al microanalisis quimico elemental.
Produccion de rayos X. Detectores de rayos X. Sistemas de adquisicion de espectros: EDS y
WDS. Procesamiento de los espectros. Cuantificacion.

Unidad 10: Aplicaciones

Microscopia de fluorescencia, SEM y TEM en Paleoboténica y Micropaleontologia.
Preparacion de muestras de microfésiles. Anélisis de las imagenes.

Unidad 11: Prictica de operacién del SEM

Operacion general de los microscopios electrénicos: procedimientos de encendido y
apagado; cambio de las condiciones de trabajo: aperturas, tensién de aceleracion, piezas
polares, tipo de portaespécimen; montaje de la muestra; procedimiento de enfoque;
<J correccion de astigmatismo; toma de fotografias.
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Operacion del SEM PhenomPro.

8. Metodologia de la ensefianza

Se dictaran 11 (once) clases tedricas y practicas, una vez por semana.

Las clases tedricas se dictardn utilizando pizarrén y proyector de datos. Los archivos
confeccionados con Microsoft Power Point y usados para el dictado de las clases se
entregardn a los alumnos previamente para su mejor seguimiento.

Las clases practicas consistirdn en ejercicios a resolver en computadora y en trabajos a
realizar directamente en el microscopio electrénico.

Se cuenta con material de estudio, en forma de apuntes y algunos libros en formato
electrénico, que seran entregados a los estudiantes.

9. Destinatarios

El curso estd destinado a profesionales de diversas 4reas que requieren de la técnica de
microscopia electronica para su trabajo. Entre otros se puede mencionar a bidlogos, fisicos,
medicos, ingenieros, veterinarios, agronomos, etc. tanto de nuestro pais como del extranjero.
Se fija un cupo méximo de 20 (veinte) alumnos para lograr un 6ptimo aprovechamiento en
las actividades practicas.

10. Cupos
Cupo minimo: 5 cursantes.
Cupo maximo: 20 cursantes.

11. Requisitos de aprobacién

\ Para realizar el curso se requiere ser graduado universitario en una disciplina que necesite
de la microscopia electrénica como herramienta de trabajo.
Dado que se fija un cupo méximo de alumnos, se realizard una evaluacion previa de los
antecedentes de los aspirantes con el fin de incluir a aquellos que tengan mayor necesidad
del curso. Se aceptara, si el cupo lo permite, a egresados de institutos de nivel terciario y
estudiantes avanzados de dichos institutos y de carreras de grado. A ellos sdlo se les
otorgara certificado de asistencia.
Para aprobar el curso los alumnos deberén asistir como minimo al 80 % de las clases y
aprobar el examen final.
El examen final serd escrito, de temas tedricos y aspectos practicos. Para la calificacion del
mismo se aplicara la escala de clasificacion de la UADER.
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El examen serd obligatorio para aquellos estudiantes que requieran una certificacién como
curso de posgrado. Quienes no presenten el examen en la fecha fijada sin causa debidamente
justificada no tendran derecho a solicitar certificacion.
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